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MIKROSKOP ATOMARNICH SIL SECM
(AFM-SECM)

DIMENSION ICON, BRUKER

Pristroj Dimension Icon od firmy Bruker umozniuje sledovat topografii rliznych typa vzorkd s vysokym rozliSenim

a zaroven sledovat dalsi vlastnosti vzorku jako jsou jeho mechanické vlastnosti, vodivost, magnetické vlastnosti ¢i snimat

povrch vzorku pfi elektrochemickém procesu. Skenovaci elektrochemicky mikroskop (SECM) v kombinaci s AFM umoZiuje

zaznamenavat elektrochemické vlastnosti soucasné s topografii a mechanickymivlastnostmi's prostorovym rozliSenim mensim

nez 100 nm.

VYSTUPNI INFORMACE

> topografie v nanoméritku

> nanomechanické vlastnosti - adheze, tuhost,
deformace

> nanoelektrické vlastnosti (mapovani vodivosti
a povrchového potencialu)

> magnetické vlastnosti

> elektrochemie v nanométitku

TYPY VZORKU

> nevodivé, polovodivé i vodivé vzorky

> biologické a kfehké materialy

> nanovldkna, nanocastice

> maximalni velikost vzorku: vyska 15 mm, Mikroskop atomarnich sil SECM (Dimension Icon with
pramér 210 mm (50 mm pro elektrochemii) ScanAsyst, Bruker)

PARAMETRY MERENI/PRISTROJE

> méreni v kontaktnim maodu, tapping mdédu nebo
specialnim PeakForce Tapping médu '.iij- .

> méfeni mozné na vzduchu i v roztoku

> rozsah skenovani max. 90 x 90 x 13 um

> vysoké rozliSeni (Sum: lateralni £ 0,15 nm RMS,
vertikdlni £ 35 pm RMS pfi zapnutém closed loop

rezimu)

> operatni mody: mikroskopie atomarnich sil (AFM), T

600.0 nm

kvantitativni nanomechanické vlastnosti (QNM), Nanomechanické vlastnosti smési polystyrenu
elektrické vlastnosti (C-AFM, PF-TUNA, KPFM) a polyolefinového elastomeru mérené na vzduchu.

.y . . Adh | , def .
magnetické vlastnosti (MFM), elektrochemické AFM eze (vlevo), deformace (vpravo)

(EC-AFM), skenovaci elektrochemicky mikroskop

10.7 GPa

(SECM-AFM) DALSIINFORMACE NA VYZADANI
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